2007-11-29
Primer llamado

al

curso sobre

TEMAS SELECTOS DE METROLOGÍA DIMENSIONAL (MD)
que tendrá lugar en el 

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DE PANAMÁ (CENAMEP)
los días

21 y 22 de febrero de 2008

Organizadores.-El CENAMEP y el Centro Nacional de Metrología (CENAM, México).

Patrocinador.- Sistema Interamericano de Metrología (SIM)

Dirigido a. Personal del área de longitud o metrología dimensional de los laboratorios nacionales de metrología de los países miembros del SIM.

Fecha y lugar: 21 y 22 de febrero en el CENAMEP, Panamá.

Duración: dos días a razón de 8 h por día.
Expositores:

· Wellington SANTOS BARROS, INMETRO, Brasil
· Edgar ARIZMENDI, CENAM, México
· Carlos COLÍN CASTELLANOS, CENAM, México
Temas a tratar:

· Máquinas de Medición por Coordenadas (CMM)
· CMM ópticas
· Aplicaciones de interferómetros láser MD
· Consideraciones sobre la temperatura en MD
· Mediciones de rugosidad y acabado superficial
· Medición de roscas
Idiomas: Las conferencias serán impartidas en español o portugués.
Inscripciones:

Susann Schueler

e-mail: sschuler@cenam.mx 

Tel. : 52+(442) 2110500 ext.
Financiamiento:

· El SIM apoyará a un participante de cada laboratorio perteneciente al SIM.

· El participante deberá ser designado por el director de su instituto.

· El apoyo exclusivamente cubrirá ya sea el pasaje aéreo o los viáticos del participante. Se espera que su instituto de origen sufrague la otra parte.

· El apoyo se dará conforme se vayan inscribiendo y hasta agotar los recursos disponibles.

· El número máximo de participantes será de 20.

· Se podrá recibir una segundo participante de un  mismo instituto siempre y cuando queden lugares disponibles y sus gastos sean sufragados por su institución.
